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ElI ININ hoy

El ININ actualiza sus laboratorios de
MICROSCOPIA ELECTRONICA y
DIFRACCION DE RAYOS X

Microscopio electrénico de alto-bajo vacio y fluorescencia de rayos-X JSM 6610 LV

Con la adquisicién del microscopio electrdnico
de alto-bajo vacio y fluorescencia de rayos-X JSM
6610 LV y la actualizacién de los microscopios
electrénicos de bajo vacio JSM 5900LV, de
transmision JEM 2010HT y del difractémetro de
rayos X SIEMENS D 5000 el Instituto Nacional
de Investigaciones Nucleares (ININ) amplia sus
capacidades en el area de caracterizacion y
analisis de materiales.

Estas mejoras ubican al ININ como uno de los
laboratorios mas importantes del pais en el
andlisis de materiales a través de microscopia
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electronica, no solo generando conocimiento en
el &rea de ciencia basica y aplicada, sino también
ofreciendo soluciones y servicios especializados
a la industria nacional y extranjera por medio
del analisis cientifico aplicado a areas como la
metal-mecénica, la nuclear, la farmacéutica, la
automotriz, la de pinturas industriales y la
ambiental, entre muchas otras. Esta vinculacion
académico-industrial del ININ con los sectores
productivos del pais ha permitido generar
soluciones con un positivo impacto social.

El nuevo microscopio JSM 6610 LV ya estd insta-



lado y en pruebas operativas. Tiene una resolu-
cién puntual de 3.0 nandémetros, o sea,
0.000000003 metros y cuenta con una
microsconda de analisis quimico elemental que
no requiere del uso de nitrdgeno liquido. Los
otros equipos también mejoraron sus caracte-
risticas: el JSM 5900LV de bajo vacio incrementd
la calidad digital de las imagenes adquiridas; el
JEM 2010HT de transmisién aumento su resolu-
cion puntual pasando de 23 Aa 1.9 A lo que lo
convierte en un microscopio electronico de ultra
alta resolucién. En lo que respecta al
difractdmetro de rayos X mejor6 su electronica
con la incorporacion de nuevas tarjetas, lo que
permite una mayor rapidez de adquisicion de

informacion cristalogréfica de materiales sélidos.

Los equipos de los laboratorios de microscopia
electronica del ININ y la experiencia desarrollada
por sus especialistas ha representado un apoyo
fundamental en lineas de investigacién como son
nanotecnologia, analisis de patrimonio cultural,
analisis de materiales no radiactivos de uso en
la industria nuclear, generacion de hidrégeno
(H,). sensores de radiacion ionizante, analisis y
determinacion de la estructura de asfaltenos y
maltenos en crudos mexicanos, coloides cuénticos,
analisis de particulas ambientales, andlisis de
materiales sometidos en sistemas de corrosion
bajo esfuerzo, entre muchas otras.

Iméagenes del nuevo microscopio JSM 6610

El nuevo microscopio electrénico JSM 6610 LV cuenta con un novedoso sistemas de detectores de
electrones secundarios y retrodispersados que permiten obtener imagenes con un contraste mucho
mayor que microscopios electrdnicos de generaciones anteriores. Aportando a la imagen adquirida un
mayor detalle de la muestras en estudio tanto en modalidad de alto como bajo vacio.

Imagen correspondiente a soporte nanoporosos
que funcionan como matrices de nanoparticulas de
metales nobles aplicadas en el area de catalisis

Imagen de cristales de yeso fino (gesso sottile) correspondientes a
bases de preparacion en obras de arte del S. VXI. Se aprecian con
amplio detalle las fracturas en los cristales tabulares debido a
eliminacién de moléculas de agua, asi como su transformacion de
fase producto de la calcinacion por efecto de la temperatura
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